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トナー粒子は複写機やプリンターに用いられ、数種類の樹脂や顔料、電荷制御剤などの成分で

構成されている。それらの成分のトナー中での分散状態は、トナーの定着、着色、帯電の諸機能を

発現する上で、トナーの開発にとって重要である。従来、透過型電子顕微鏡(TEM)でこれらの分散

状態の観察を行ってきたが、炭素･酸素及び水素から成る有機成分を識別することができず課題と

なっていた。放射光を用いた走査型透過Ｘ線顕微鏡(STXM)は、炭素の 1ｓの吸収端微細構造

(NEXAFS)の違いを利用して、有機成分を識別し、その分散状態を観察できることが判った。ここで

はひとつの例として、非常によく似た炭素 1ｓの NEXAFS を持つ樹脂でも識別できることも示す。さら

に、トナーの様な有機材料で構成された試料の観察において、TEM に対する STXM の利点を述べ

る。 
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